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Tel: 901 11 68 90
Fax: 901 90 05 59 (digital fax)
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Usar la informacidn que proporciona el equipo

Chequeo visual de

Diagnosticos errores
Fuente y Run / Stop
filamentos
Vent/Pumpdow
L
N

Hardware read backs Software read backs
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Prevenir

- Revisar de manera rutinaria:

Septum, Liner, Informe de autotune, Jeringa, Estado de la Columna, Aceite
Bomba

previa y difusora, Filtros de gases

- Injectar las muestras lo mas limpias y en la menor cantidad posible
- Evitar columnas de 320 micras y superiores

- Evitar grandes espesores de fase

- Usar patrones para verificar el funcionamiento completo del sistema
- Hacer mantenimientos preventivos programados

- Actualizar y usar registros Logbook y Tunes

Agilent Technologies
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Mantenimiento Preventivo — GC

Frequency

Description

Remarks

Gas Portador

* Presién: diaria

* Filtros: segun necesidad

Tubo de Cobre limpio: 5180-4196
Filtro de Humedad: 3150-0532
Filtro de Oxigeno: 3150-0414

Usar gases de grado 99.999% o
superior.

Usar filtros de metal o con
indicador .

Portal de Inyeccién

» Dependiendo del
volumen y tipo de
muestra

Septa: 5183-4757

Merlin Microseal: 5181-8833
Liner: 5183-4757 o0 5188-6568
Viton O-ring: 5180-4182
Gold plated seal: 5188-5367
Washer: 5160-5869

Usar septum de bajo sangrando
0 Merlin Microseal.

Usar Liner apropiado.

Limpiar o reemplazar sellos
(sello de oro s6lo cambiar).

seglin necesidad

* Interface: cuando se
cambie la columna

0.20mm: 5062-3516 o 5080-8853

0.25mm: 5181-3323 o0 5080-8853

0.32mm: 5062-3514 o 5080-8853
Interface:

0.20mm: 5062-3508

0.25mm: 5062-3508

0.32mm: 5062-3506

Columnas * Segln necesidad HP5MS: 19091S-433 Usar columnas de cross-linked
Turercade Columna (inj): 5181-8830 fused silica.
Tuerca de Columna (MSD): 05988-20066 Qg%r;?]igl?;\raglliﬂcstgemna antes
Férrulas » Portal de Inyeccién: Portal de Inyeccion: NO USAR férrulas de grafito en

lainterfase del MSD!
NO sobre —apretar las tuercas!

USAR Férrula de GRAFITO en
MMI!

" Agilent Technologies

27 de Septiembre de 2103




Mantenimiento Preventivo - MSD

Frecuencia Part # ¢, Qué hacer?
Autotune Semanal Conservar alguno
periédicamente
PFTBA Semestral 05971-60571 Rellenar si necesario. NO

rebosar.

Mechanical Pump Oil

Semanalmente: chequear
el nivel y la apariencia.

Semestral: Cambiar aceite
y filtro.

Litro: 6040-0834
Gallon: 6040-0789
Foreline trap pellets: 9301-1104

Cambio programado

Aceita Bomba Difusora

Anualmente

6040-0809

Cambiar segun necesidad

Fuente de lones

Segun necesidad

Limpiar segun necesidad

Electromultiplicador

Segun necesidad

05971-80103

Emplear voltaje mas bajo
posible

HED

Segun necesidad

G1099-80001

Cambiar segun necesidad

Vent plug O-ring

Segun necesidad

0905-1217

Cambiar segun necesidad

Filamentos

Segun necesidad

G3170-60050

Usar “Solvent Delay” para
alargar su vida

3 Agilent Technologies
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Objetivo del cromatografista:

La Obtencion de Resultados Cromatograficos Robustos.

: Tener un buen método cromatogréfico

: Realizar un Mantenimiento adecuado rreeeeeerrrar—————aa ot

Robusta

: Tener un Excelente cromatografo

Agilent Technologies
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Optimizacién del inyector

« Elinyector es la fuente de muchos
problemas de un sistema GC o GC-MS

» Requiere optimizacion

» Usar programa FlowCalc

Agilent Technologies
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Diagrama de flujo en modo“split”™:
Problema de Sobrecarga del /iner

Si la muestra vaporizada no cabe en el “/iner”

2. Contaminacion (carryover). FLUOTOTAL

(SEPTUM)
L 1.Pérdida de repetibilidad cuantitativa L Fl—l VAOLADE PURGA
P o

Os@»
W4 |
‘@‘ ¥
L 4 = GAS PORTADOR o (&) VALVULA DE SPLIT
‘O ¥ N\
v = MOLECULAS DE MUESTRA Vool ad P oD Ta Dy
©  =MOLECULAS DE oy O 2
DISOLVENTE ¥ "GC ) NN ENTRADA)
Pl / VALVULA DE PURGA
? Al o
. %‘8@
Evitar la tha e
I * °o f % Una inyeccion de disolvente de gran expansion de
SObreCﬂrga de ) ::"o N volumen puede provocar una sobrecarga del liner
. 8| ooV del portal de inyeccion. Esto puede resultar en la
© eV ay® o ' ,
InyeCtor | A > pérdida de muestra por la VALVULA DE PURGA asi
® como contaminacion de la linea de gas portador
3 entrante.
¥
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Tabla de los Voliumenes de Vaporizacion de los
Disolventes mas utilizados

Los volimenes de vapor son valores aproximados del volumen que ocupa 1 pl del disolvente con el
inyector a 1har de presion y 250°C:

Disolvente (1pl) Volumen de Vapor (ul)
Isooctano 131
Hexano 165
Ciclohexano 200
Tolueno 203
Acetato de Etilo 221
Cloroformo 268
Isopropanol 284
Acetona 294
Cloruro de Metileno 337
Acetonitrilo 413
Metanol 535
Agua 1198

Calculo aproximado del volumen de yap0r para otras condiciones de Presion y Temperatura:

Very = Yvouny Vitbar, 250°C, 1) [2/(1+Ppars) 1 [(273+To) 1523 ]

@& Lamuestra vaporizada NO debe ocupar mas del 80% del volumen del liner

Agilent Technologies
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Inlet Liners

Liner
7] = n Volume Unit
niet LIners i e
Split/ Splitless Inlet Liners
Liner, Qenersl purpose spiv'spitkss, gn  H1e34Mm R_W_!
gass weool, taper, deactvated S183-4712
51834713
Splitless Inlet Liners = !
Lner, spiiess, sngle-teger, 90 5181-3316
. . - " no glass wool, deactivitad 5183-4695 = -
Utilizar un tipo de “liner e
Liner, eplifess, sngla-1eper, ) h062-3587
adecuado a Ias ofss wool, deactvatad 5183-4503 =< >
o —» 9183-4634
101 1 Uner, spiffess, double tape, 800 B181-3315
condICIOnes de trabajo N gliss wad, deacthvatad 5183-6705 ) e c—(///// -
51834705
Splt Inlet Liners [ ]
Liner, spiR, low press. drop, 370 51834647
33 wool, saper, deaciva 5183-401 4 —
51834012
SOIR e Liney 11 160540
Lne, iR s wool non -eedtivated 5183-450] —— i —
51834622
Spii inden Liners for Manuat Ingecdon 800 18740-80180
’ ’ ’ Lingr, split, with cup, no gléss woal 51834590
Diagnosticos Tipicos por “Mala Instalacion 51834700 f i
Columna”: Liner, spik, With cup, gfass wool, ) 18740-60840 : 1
. . , and packing {not recommended for 5183-6607 3
» Columna mal instalada en inyector: dara 68 vith elecronic pressie conl 51834638
problemas con picos no retenidos o del principio el T W WP ; ,
del cromatograma. el
. i Uner, dred, Z mm ¥, deactivated 20  b18y-8818
e Columna mal instalada en detector: suelen dar 803 , ,
mas bien problemas los picos del final del — dloall
Uner, drect, 2 mm i, 20 1874080220
cromatograma. non-dsadtivated, quanz 51834707
51834708
Lner, direct, 1 5mm i, non- 140 18740-80200
deactivated |use for ges samples, 5183409
headspace, of purge and vap 5183-4710

applcatons|

Uner, saraght, spitkees 4.0 mm o3 210-3003

210-3003-5




Modo de Inyeccion “SPLIT”™ (con division)

Total flow
control Septum
loop Pressure purge
Flow Septum nut
limiting frit | m sensor regulator
I PS SPR w Septum purge vent
104 ‘_}45 , | 3 mL/min
mL/min Flow ' Column head pressure control loop
Proportional  sensor -
valve 1 1
N

« Si no se emplean técnicas de focalizacion de Trap * >< [ spiitvent 100

. . , Y/ :

l‘muggtra, la relacion de split debera ser lo . - Purge Proportional mL/min
suficientemente grande como para proporcionar valve valve 2
una inyeccion puntual (tiempo de “barrido” del liner (open)
despreciable con respecto al ancho del pico).
* “Minimo Split ratio” recomendado: . -
0.18. 0.25mm - 110 120 j © Con un vqumfin d.e Ilner"de 300-900 pl se
0.32mm: 1:8 —1:15 L | J recomienda un “split flow" de al menos unos 20
0.53mm: 1:2-1:5 ml/min para efectuar una inyeccion puntual.

» Las férrulas de “grafito/vespel” se deben de
- reapretar después de utilizarlas por primera vez
(las de grafito solo no lo requieren)

Agilent Technologies
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y 4

Modo de Inyeccion

“SPLITLESS" (sin division)

Inlet pressure control loop

| Septum
| Septum nut purge
fimiting frit m regulator 3 mL/min
PS SPR Septum purge vent

4 mL/min 7)

>

FS

. Pressure
Flow sensor
Proportional  sensor
valve 1
. . . . |
En splitless para focalizar la muestra (introducida Trap | >< 0 Split vent
lentamente en la columna) se debera: : :
. ) L o Purge Proportional 0 mL/min
» trabajar con una temperatura inicial de horno 10-20 °C valve valve 2
(closed)

por debajo del punto de ebullicion del disolvente de la
muestra (no utilizar mezclas de disolventes). Si la
temperatura es demasiado baja (30-60°C por debajo del
p.eb.) pueden deformarse los picos mas volatiles.

* y/0 bien, los puntos de ebullicion de los analitos estén |
mas de 150 °C por encima de la temperatura inicial de la

columna.

=

e Valvula en posicion cerrada (CLOSED) 1 mL/min

e Jodo el flujo, excepto el de la purga de septum, va a la columna

3% Agilent Technologies

* El empleo de disolventes no muy volatiles (como el
Isooctano con p.eb. de 99°C), permite acortar los
ciclos de enfriamiento al no tener que empezar a
temperaturas proximas a la ambiente.

* En “splitless” con el tiempo se requerira cortar de
0.5-1m de columna para restablecer sus
prestaciones.

* La optimizacion fina (en intevalos 0.1 min) del
tiempo de inicio de la purga puede permitir reducir el
tamano del pico del disolvente

27 de Septiembre de 2103




;Como Aumentar el Volumen de Inyeccion?
Ventajas de la Programacion de Pulsos de Presion durante la Inyeccion

Mejorar limites deteccion (poder inyectar volumenes mayores)
V=nRT/P (1ulhexanoa 250°Cy 1 atm ocupa 329 pl)
Volumen splitless liner clasico: 250 ul / tapered/split: 800-900 ul.

Volumenes iny. max. splitless liner clasico: 1 ul / tapered/split: 2 ul.

T ul hexano a 250°C y 5 atm ocupa 66 ul=> poder inyectar con EPC p.e. hasta bul
Transferencia mas rapida de muestra de inyector a columna
Posibilidad de mejorar la resolucion cromatografica.

Disminucion de la degradacion térmica "4
Incrementa la vida media del liner
Disminucion de la discriminacion

Reduce la posibilidad de pérdida de volatiles por la purga de septum.
Facilita la transferencia a la columna de los compuestos mas pesados.

Reducir la necesidad de empleo de la técnica splitless
Al poder trabajar con relaciones de split mucho mas pequerias

f.col.=0.5 splitvent=10 ===>relacion split 1:20
f.col.=25 splitvent=8 ===>relacion split 1:3

Poder "ensuciar" menos el "liner" inyectando volimenes mas pequefos.

200 Kpa.

0.3 min.

50 Kpa.

\ 4

} Se inyecta 6 veces mas

Agilent Technologies

27 de Septiembre de 2103



Beneficios de la Inyeccion en modo
Splitless con Pulso de Presion

% Recuperacion de cada pesticida usando inyeccion en modo
Splitless y On - column

Correccion por ISTD

120
110
53 1] —— Metamidofos s
ERTH —=— Acefato 7
5 E 80 —— Azobenceno
Ss .- Ometoato 6
e S 60] Diazi
- —=— Diazinon )
R E o] —e—Dimetoato
30 0 —«— Clorpirifos 3
20" ' '
70 psi 22.5 psi splitless
on column pulsed pulsed
splitless splitless

Tipo de Inyeccion

Agilent Technologies
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Reproducibilidad en los Tiempos de Retencion:
Retention Time Locking, RTL

La posibilidad de reproducir de manera muy precisa los tiempos de retencion de un
sistema Agilent 6850, 6890 o 7890 a otros cromatografos Agilent 6850, 6890 o /890
con el mismo tipo y dimensiones de columna e incluso con distintos detectores 0
Inyectores.

e Con |la misma configuracion de instrumento las desviaciones entre distintos GC's seran de
tan solo unas pocas centésimas de minuto.
e Permite utilizar bases de datos de tiempos de retencion: se dispone de bases de pesticidas
(567-HP5ms), PCB's (209-HP5ms), organo-estannicos (15--HPbms), aromas (409-HP5ms),
toxicologica (277-DB-17MS.), acidos grasos (37-DB-Wax y DB-23), VOC's ..., y propias.
e Facilita muy considerablemente la operacion con muestras complejas:
e Mantenimiento de programaciones en el tiempo (condiciones de Integracion /
tablas calibracion / SIM con MSD)
e Envejecimiento / Recortes de columna.

Agilent Technologies
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Instalacion, Cuidado y Mantenimiento de
Columnas Capilares para Cromatografia de
f Gases

0...

1

I

= q\m 1

LTI

"No es lo que tu columna pueda hacer por
ti, sino lo que tu puedas hacer por tu
columna”

Agilent Technologies
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Mantenimiento Basico de la Columna GC

Acondiclonar la columna antes de usarla

Cortar cuando se requiera (p.e. por colas en picos) un trozo de

cabeza de columna (p.e. 50cm). Tipico en “splitless™. jUso de
RTL!

Los cortes en los extremos de la columna deben ser adecuados

Limpiar térmicamente o con disolvente cuando se requiera

Agilent Technologies
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Corte de la Columna

Cortar con cuidado el recubrimiento de poliimida.
No intentar cortar el vidrio.

Herramientas recomendadas:
- Lapiz con punta de diamante o de carburo, herramienta de zafiro para cortes o cortador

ceramico
* Proteccion ocular

No usar:
Tijeras, lima, etc.

Agilent Technologies
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Instalacion columna capilar

Férrulas Inyector cortas
Férrulas Interface largas

0.20mm: 5062-3516

0.20mm: 5062-3508 0.25mm: 5181-3323
0.25mm: 5062-3508 0.32mm: 5062-3514

0.32mm: 5062-3506

Ferrul
Tuerca

La columna debe
sobresalir 1 mm

Inyector 5

MSD

%% Agilent Technologies 27 de Septiembre de 2103



Comprobacion de Fugas y de la Instalacion de la Columna:

Detector Compuesto (para columnas apolares)
FID Metano o Butano

ECD CH,CI, (headspace o disuelto”)

NPD CH5CN (headspace o disuelto”)

TCD Aire

MS Aire o Butano

El pico debe ser estrecho y simétrico
(sino se inyecta un exceso)

Agilent Technologies
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Formas de Picos No Retenidos

Instalacion no apropiada
o fuga en el inyector

Buena Instalacion
Comprobar: Fuga en el inyector o en el septum
Una relacion de split demasiado baja

Problemas en el liner (roto, fugas, mal colocado)
Posicion de la columna en el inyector y en el detector

Agilent Technologies
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Acondicionado Diario de la Columna

Las impurezas del gas portador se preconcentran en la columna cuando ésta se mantiene a
“bajas” temperaturas durante periodos de inactividad

1.- Si el cromatografo estaba parado: para eliminar el oxigeno de su interior,
dejar durante 10-20 minutos la columna a temperatura ambiente con el gas
portador abierto y asegurarse que éste fluye a través de la columna.

2.- Abrir gases del detector y empezar a calentar inyector y detector.

3.- Incrementar la temperatura de la columna hasta 20-25 °C por encima de la
temperatura maxima de trabajo (sin llegar a superar la temperatura maxima
de la columna) y mantenerla durante 15-30 min.

Despueés de largos periodos de inactividad de la columna o si ésta no esta
limpia convendra aumentar considerablemente el tiempo de acondicionado.

Agilent Technologies
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Perfil Tipico de Sangrado de la Columna

Hacer un programa de temperaturas a la columna sin inyectar*

1.3e4

1.2e4

1.1e4

1.0e4

9000

8000

7000

6000

- 1 287
355
) Si la columna esta limpia y en buen estado, el perfil 147 281 o
] NO debe contener picos y deberia ser repetitivo
] Tipico sangrédo GC/MS de
columnas apolares
1 Sangrado: sefial de fondo normal generada por la elucion de los ) 207
1 productos de una degradacion normal de la fase estacionaria de la 2
1 columna / -
11
5 _ 10 i 15 20 : -
iempo (min. 133 l i
415
*DB-1 30m x .32mm |.D., .25um L, l Lol IR

Programa de Temperatura // 40°C, esperar 1 min // 20°/min a 320°C, esperar 10 min.

Agilent Technologies
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Causas Comunes de la Degradacion del Rendimiento de
una Columna

* Deterioro del recubrimiento de poliamida
- Daiio térmico

- Oxidacion (deterioro por 0,)

 Daio quimico debido a muestras

* Contaminacion

Agilent Technologies
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Dafo Térmico

Dano Térmico: Degradacion rapida de la fase estacionaria debido a temperaturas
excesivamente elevadas

.Como evitarlo?: no superar limites de temperatura

- Limite isotérmico = se puede aplicar un tiempo indefinido
* Limite para programacion de temperaturas = max. 5-10 min. /mta

;,Como Intentar solucionarlo?

» Desconectar la columna del detector
* “Acondicionar” durante toda la noche en el limite isotérmico
* Cortar 10-15 c¢cm del final de la columna

Agilent Technologies
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Dafio debido al Oxigeno

Dafio por Oxidacion: el oxigeno en el gas portador degrada rapidamente la
fase estacionaria. El dafio se acelera a temperaturas elevadas.

i Se puede solucionar?:

» Daiio rapido a la columna .
* Normalmente se trata de un dafio irreversible a la columna.

;Como prevenirlo?:

* (3as portador de elevada calidad (99.999 minimo).

* Trampas para impurezas de gases adecuadas.

* Inyector, septum y lineas libres de fugas.

* Purgar la linea si ha entrado aire (p.e. durante cambio botellas)

» Mantenimiento de la instalacion y de los reguladores de gas.

Agilent Technologies
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Darfio Quimico debido a las muestras

Las columnas ligadas y entrecruzadas tienen una resistencia quimica excelente
excepto para acidos y bases inorganicas: o ,
Los no volatiles afectaran

e NH3 KOH NaOH mayoritariamente al
1,50, H3PO4 HF etc. “liner”

El dafio quimico se hace evidente mediante un sangrado excesivo, perdida de su
capacidad inerte o pérdida de resolucion/retencion

;,Coémo intentar solucionarlo?
« Cortar 1/2 - 1 metro del inicio de la columna
* Los casos severos es posible que requieran un corte de hasta 5 metros

Agilent Technologies
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Contaminacion de la Columna

i Todas las muestras contienen residuos!

Sintomas de Contaminacion: }
* Colas en los picos
* Pérdida de separacion (resolucion) r

 Cambios en la retencion \
* Reduccion del tamario y ensanchamiento del pico ’
» Distorsiones en la linea de base

,Como solucionar |la contaminacion por Semivolatiles?:

« Efectuar una limpieza del inyector, “liner”, ...
* Limpiar térmicamente la columna.

Agilent Technologies
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Contaminacion por NO-Volatiles

«;Como intentar evitarla?

 Utilizar “liners” con lana de vidrio silanizada.

* Cambiar frecuentemente el “liner”

«; Como intentar solucionarla?

* No acondicionar la columna

TR

* Efectuar mantenimiento:
* limpiar o cambiar el liner del liner del inyector
* limpiar el inyector
* cortar 1/2 -1 metros de cabeza de columna

* Dar la vuelta a la columna

* Lavar la columna con disolvente

« Ultimo recurso: cortar la columna en dos y evaluar la
parte final de la columna.

I

it

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 1

Concentracion de muestra inadecuada
No hay analitos presentes
Jeringa mal instalada, dafiada o no instalada en el inyector
automatico
Inyeccion realizada accidentalmente en split mode en lugar de
splitless mode
Sin muestra o poca muestra en el vial
Inyector muy sucio
Inyector con fugas
Columna desonectada de inyector/rota

No hay muestra de calibracion (PFTBA)
Presion muy alta en el sistema de vacio

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 2

f\ . Puntos activos en el camino que recorre la muestra

(sample path)

Picos con colas

Volumen de inyeccion muy grande
Temperatura del inyector incorrecta
Flujo de columna inadecuado

Temperatura de la interfase GC/MSD muy baja

Temperatura de la fuente iones demasioda baja

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 3

Picos
frontales

Espesor de pelicula de la columna inadecuado a la
concentracion de los analitos (column overload)

Temperatura inicial de la columna demasiado baja

Puntos activos (Active sites in the sample path)
Volumen de inyeccion muy elevado
Presion GC inlet demasiado elevada

Insuficiente flujo de columna

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 4

Insuficiente solvent delay
Incorrecta escala
Inyeccion demasiado grande

Voltaje del multiplicador demasiado elevado

Mala técnica de inyeccion
Inyeccion demasiado grande

: Inyeccidn lenta
iIcos dobles -

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 5

Sangrado-Column bleed
Contaminacion diversa
Linea de base con
deriva

Sangrado-Column bleed

o Contaminacion diversa

Voltaje del multiplicador demasiado elevado

Linea de base
alta

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 6

Indicativo de que la contaminacion esta desapareciendo.
Esperar hasta que se estabilice.

Causas:

Agua y aire residual (hace poco que el equipo se ha encendido después de un

venting)
Linea de base con Column bleed

deriva negativa Septum bleed

(drift) Tiempo de inyeccion Splitless demasiado largo (el inyector no se ha purgado
con gas adecuadamente, transfiriéndose demasiado disolvente a la columna)

Presion baja (Insufficient carrier gas supply pressure)

No funciona el control de presion o flujo adecuadamente

Linea de base oscilante Fuga intermitente en el inyector
(Baseline wander)

Agilent Technologies
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Troubleshooting Chromatograms 7/

Los tiempos de
retencion de
todos los picos
se adelantan

Los tiempos de
retencion de
todos los picos
se atrasan

La columna se ha cortado

Cambio en la temperatura inicial del horno
(aumento)

La columna ha envejecido

Mal funcionamiento del horno

Mal funcionamiento del control de presion

Obstruccion en la linea de split/liner sucio

El flujo ha cambiado (disminucion)

Cambio en la temperatura inicial del horno (disminucion)
Puntos activos en el sistema

Fugas en el inyector
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Agenda

v' Por donde empezar
Usar la informacion que proporciona el equipo
Prevenir

Cuidados del inyector

SN X X

Instalacion, Cuidado y Mantenimiento de Columnas Capilares para
Cromatografia de Gases

Mantenimientos basicos en Gases masas
Errores comunes en los parametros de adquisicion MSD

Problemas comunes del Detector

D N N NN

Problemas con las Bombas de vacio

Agilent Technologies
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Mantenimiento Basico en GC/MS.
Problemas habituales

ke
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Consejos generales:

* Enla medida de lo posible, deberiamos conocer los niveles de concentracion
de los analitos que queremos analizar y siempre inyectar la menor cantidad
posible. Si no es posible y disponemos de un sistema GC-FID, analizarlo
previamente en éste.

 Evitar columnas de diametro ancho
 Evitar columnas de gran espesor de pelicula.
» Usar patrones para evaluar el sistema

 Realizar tareas de mantenimiento preventivo para minimizar los posibles
problemas.

e Mantener un registro (logbook|)

Agilent Technologies
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Sintonizado (Tuning) MS con PFTBA

Espectro Perfluorotributilamina (PFTBA: C;,F,;N PM:671)

Scan: 10.00 - 650.00 Samples: 16 Thresh: 500
117 peaks Base: 69.00 Abundance: 1974784—~ =~~~ =~~~

~
P ~
100 1 ’ 8

~ ~

) 2 L RC-EC-FL-F2C ~ \\

69 \~_/ \
I N ———CF2CF2- CF2- CF3

‘\ 219 / //

50 - \\\ F3C'F2C'F2C'F2C ///
131 Mol -7
264
414 (GCD) 502
0T 1tTT77 l 1
|

III'"'|""I'"'|""I'l"'l""I""I"GMI
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 54
Mass Abund Rel Abund Iso Mass Iso Abund Iso Ratio

69.00 1974784 100.00 70.00 20344 1.03
219.00 1161216 58.80 219.95 45968 3.96

502.00 56648 2.87 503.00 5690 10.04

Periédicamente (y al poner en marcha) se
debera efectuar un sintonizado del MSD.

O
%
......

o,

Vial/Electrovalvula
para introduccion vapores
de solucion de sintonizado:
PFBTA
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Autotune Report

5875 Autotune
Thu Jul 14 11:21:51 2005

Instrument: 5375
C:\MSDCHEM32414\5075 atune.u
M — - 1g )
%&55 AL 518149 Bh % Ion Pol POS MassGain  -651
N F5 0.50 PwS0 0.60 2 0.53 MassOffs  -38
/ 4 Emission 34.6 AmuGain 1643
/ EIEnravy  69.0 AmuOffsll9.188

Filament 1 Wid213 -0.011

. 0Z Pol pos
Anchura de pico 0.6 +/- e UL
EntLens 22.0 EMVolts 1094 )
O 1 EntOffs 20.08 ‘
:

Samples E}

FFTBA OPEN Averages 3
Stepsize 0.10

Zones:

ME Source 230 TurboSpd 100

M5 Quad 150 HiVac 1.03e-05

Tension de EM
y 7& L JL\ e m 1000-3000 v

PICOS Slmétricos Sln 741 peaks Base: 69.00 Abundance: 528448 R /

100 4

ruido Abundancia

absoluta

Alre 'y . ~~ = ‘ Abundancias
contaminante ‘(:) Al L1 _—relativas mayor

. 0 A ]_llml 200 200 400
S baJOS 10 /0 6%.00 528448 100.00 .00 5b9u2n9d = R]:atli; 30% y 3%

219.00 459328 94.49 220.00 21096 4.22
502.00 47824 9.058 503 .00 511z 10.683
heck: H20~0.36% N2~0.35% O02~0.17% CO2Z~0D.08% N2/H20~97.28% ‘~ - t t'
Ton Fiows fromt: 1 Back 0 mi/min. Interfase Tawp: GOCF 4,0 ISOtope ratios
Ramp Criteria:
- / Ion Focus Maximum 90 wolts using ion 50Z; EM Gain E&870
Eje de masas Repeller lMaxinum 35 volts using ionm 213

MassGain Values ®Samples: -653@3 -63B@2 -628%1 -600®k0 -557&FS
correcto +/-0.2

Amu Offset: 119.2 119.2 119.2 119%.2 119.2 119.2 119.2
Entrance Lens Offset: 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1

- Agilent Technologies

27 de Septiembre de 2103



Tune Evaluation

System Verification - Tune (Detector Optimization) Portion Sample Na
) ST 0 ko aleinCrecin
cY : 1 izati
b S <« ESliaEatio Chec
ould be €9 or 219 Ok Chromatography |
mass 69 69.00 Ck
mags 219 218.8%0 Ok 0[
mass 502 501.99 Ok
isotope mass 70 69.97 Ok “olumns
isotope mass 220 215.96 Ok
isotope mass 503 471.69 Low
8 70 to mass 69(0.5 ~ 1.6%) 51.07 High
s 220 to mass 219 (3. 2 - 5.4%) 54.95 High
5 503 to mass 502 (7.9 - 12.3%) B88.69 High
» causes include: Dirty ion source
69 should be > 40% and is 93.64 Ok
69 should be > 2.4% and is 53.41 Ok
cursor (<= 3%) 3.69 High
ecursor (<= 6%) 55.40 High
Magg 502 Precursor (<= 12%) 93.78 High
‘'ontact your Agilent Technologies Customer Engineer
a leak in the system
9 (<20%) 47.41 High
2 (<10%) 51.30 High
8 and rerun system verification,
ersists, check for an air leak
1ta ml”dted gas supply.
Electron Multiplier Voltage 1624 Ok
One or more specifications was out of range.
Please correct before continuing.
of one or more tests may be caused by
g the wrong DC Polarity.
= verify that the correct DC Polarity has been set
by removing the detector cover and checking the label
at the ton of the RID

- Agilent Technologies
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Problema Ejemplo 1

5975 Std Spectra Auto Tune

Wed Jun 21 17:43:46 2006 Instrument: Instrument #1
C:\MSDCHEM\1\5975\stune.u
Mass  69.00 Mass 219.00 Mass 502.00 .
2b 228579 Ab 114539 ab 6489 Ion Pol POS MassGain -961
Pw50 0.54 Pw50 0.51 Pw50 0.57 MassOffe  -38

Emission 34.6 AmuGain 1401
\ EIEnrgy 69.9 AmuOffs128.500
Filament 1 wid219 -0.028

DC Pol POS

Repeller 19.90
IonFcus 79.7 HEDEnab ON
EntLens 0.0 EMVolts 1141
EntOffs VAR

|
} Samples 8
‘ PFTBA OPEN Averages 3
| Stepsize 0.10
‘ Zones:
MS Source 230 TurboSpd 100
} MS Quad 150 Hivac 3.48e-05
| |
J | ] V\
T ‘ T = T T - T
66 71 216 221 500 505
Scan: 10.00 - 701.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
157 peaks Base: 62.00 Abundance: 218944
ones
1
Sangrado de columna *
\ 60|
20 A
0 !}| el ‘ — { ‘ 1
100 200 300 400 500 600 700
Mass Abund Rel Abund Iso Mass Iso Abund Iso Ratio
62.00 218944 100.00 70.00 2261 1.03
219.00 103920 47.46 220.00 4490 4.32
501.90 6336 2.89 502.90 612 9.66

Air/Water Check: H20~0.92% N2~0.74% 02~0.29% CO2~0.18% N2/H20~80.70%
Column Flow: Front: 1 Back: 0 ml/min. Interface Temp: 280
Ramp Criteria:
Ion Focus Maximum 90 wvolts using ion 502; EM Gain 49631

Repeller Maximum 20 volts using ion 219;

MassGain Values @Samples: -957@3 -943@2 -922@1 -874@0 -822@FS

TARGET MASS: 50 69 131 219 414 502 1050

Amu Offset: 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5

Entrance Lens Offset: 16.1 11.3 12.0 11.5 13.6 14.3 14.3
Target Abund(%): 1.0 100.0 55.0 45.0 3:5 2.5
Actual Tune Abund(%): 1.1 100.0 54.8 47.5 3.9 2.9
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Problema Ejemplo 2

5975 Std Spectra Auto Tune

Wed Jun 21 17:52:38 2006 Instrument: Instrument #1
C:\MSDCHEM\1\5975\stune.u
Mass 69.00 Mass 219.00 Mass 502.00 .
Ab 232858 Ab 120834 Ab 7273 Ion Pol POS MassGain -959
Pw50 0.55 Pw50 0.52 Pw50 0.55 . MassOffs  -38
| Emission 34.6 AmuGain 1409
| \ ' EIEnrgy 69.9 AmuOffs126.375
’ Filament 1 Wid219 -0.028
DC Pol POS
Repeller 19.90

e
IonFcus 81.6 HEDEnab ON
EntLens 0.0 EMVolts 1424 V I

EntOffs VAR

Samples 8
PFTBA OPEN Averages 3
Stepsize 0.10

MS Source 230

{ Zones:
r MS Quad 150

. /
AN A A Jn
66 71 216 2;1 5:)0 505

Scan: 10.00 - 701.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
138 peaks Base: 62.00 Abundance: 214784

1004

80
604
404

_ Masa 502 Baja

20

T T T T T T T
100 200 300 400

Mucho flujo de ow, Mot e S

columna B
Air/Water Check: H20~0.78% WAB* CO2~0.30% N2/H20~140.66%

Column Flow: Front: 3.5 Back: 0 ml/min. Interface Temp: 280

Ve
Bombas de vacio g olista:
Ion Focus Maximum 90 volts using ion 502; EM Gain 308837

Repeller Maximum 20 volts using ion 219;

.
fu nCIOnandO I I lal MassGain Values @Samples: -95783 -940@2 -926@1 -882@0 -856@FS

600 700

nd Iso Ratio
2437 1.13
4174 3.78
1189 18.86

TARGET MASS: 50 69 131 219 414 502 1050
126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4
19.6 13.3 14.1 14.1 14.3 15.1 15.1
1.0 100.0 55.0 45.0 3.5 2.5
Actual Tune Abund($%): 0.2 100.0 58.8 51.4 4.3 2.9
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Problemas comunes en GC/MS

Problema Causa Probable

Baja sensibilidad GC conditions/problems
Nivel de ruido alto
Problemas de vacio
Tuning

Contaminacion Muestra
Carrier gas
GC

MS

Problemas de vacio Fugas de aire
Flujo de columna
Bombas

Usuario Impaciente
No entrenado

(&= Recordar el uso de la seccion del manual de resolucion de problemas

Agilent Technologies
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Troubleshooting: Baja sensibilidad y contaminacion

Baja sensibilidad
» GC: Septum, liner, gold seal, temperatura de la columa, parametros de split/splitless,
jeringa, etc.

» MS: Revisar tune reports, parametros de data acquisition
(tune file, EM voltage), vacio.

Contaminacion

» Conexiony estado de Inyector/columna- jpuntos activos!
» Septum/column bleed
* Disolventes de limpieza

 Huellas dactilares (jguantes!)

Determinar la fuente de contaminacion por el espectro
Verifique el lugar de la contaminacion aislando el MS del GC

Agilent Technologies
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Troubleshooting: Problemas de Vacio

;Como se mide el vacio? ;Qué vacio es normal?

 Mediante un tubo de vacio y un medidor. La presion debe estar en el rango bajo de 10
torr. Debemos conocer el vacio de nuestro sistema en condiciones standard.

Con qué eficiencia funciona el sistema de vacio?

* \lelocidad de eliminacion PFTBA después de un tune
Fugas

 Examinar Standard Spectra Tune report (masa 28<10 %, por lo menos...)

* Localizar posibles fugas a través de Manual Tune/Repeat Profile con algun gas como:
— Argon - masa 40
— CO,- masa 44

Agilent Technologies
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Troubleshooting: Pérdida de sensibilidad y/o contaminacion.

;,Como identificar un fuente sucia?

Mala reproducibilidad

El equipo no sintoniza con Standard Spectra Tune (STUNE.U): STUNE es el tune de control
de calidad de nuestro espectrometro de masas

STUNE.U presenta:

 [ow high-mass abundance (502)
* Improper isotope ratios (M + 1)
* High background

* High EM voltage

; Cuanto tiempo hace que no se ha limpiado la fuente?

; Cuantas muestras hemos analizado?

Agilent Technologies
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Procedimiento de Limpieza de la Fuente de lones
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Limpieza de |la Fuente de lones
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Limpieza de la Fuente de lones

Sonicar Sonicar ‘ Sonicar Sonicar

5 min 5 min 5 min b min
Elimina sales Elimina compuestos polares Elimina compuestos apolares

Los disoventes deben estar muy limpios! Especiamente el hexano !!

"_t-'-;-‘-?_" Agilent Technologies 27 de Septiembre de 2103



lones de ruido/contaminacidon comunes

Masas

Calsificacion General de Compuestos

Potential Compound Source

18,28,32,40,44

Agua, Aire, Argon, Diéxido de Carbono

Fuga del sistema

31 Metanol Disolventes de lavado
91,92 Tolueno, Xileno Disolventes de lavado
105,106 Xileno Disolventes de lavado
43,58 Acetona Disolventes de lavado
151,153 Tricloroetano Disolventes de lavado
69 PFTBA o Aceite de la Bomba Previa Fuga valvula calibrante o sello de la

bomba

73,147,207,221,
281,295,355,429

Dimetilpolisiloxano

Septum o Fase estacionaria

77,94,115,141,
168,170,262,354,446

Aceite de la Bomba Difusora

Aceite de la Bomba Difusora

Masses 14 amu apart

Hidrocarburos

Marcas de dedos o aceite de la bomba

149

Phthalates

Plasticos de tubos, viales, capsulas,
muestras

Agilent Technologies
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Agenda

v' Por donde empezar
Usar la informacion que proporciona el equipo
Prevenir

Cuidados del inyector

SN X X

Instalacion, Cuidado y Mantenimiento de Columnas Capilares para
Cromatografia de Gases

Mantenimientos basicos en Gases masas
Errores comunes en los parametros de adquisicion MSD

Problemas comunes del Detector

D U N NN

Problemas con las Bombas de vacio

Agilent Technologies
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Errores comunes en los parametros de
adquisicion MSD

« Solvent delay no es correcto (se gasta el EM, se ensucia la fuente y se funden los

filamentos).

« El Dwell time(SIM) o Samples(Scan) son muy altos y por lo tanto Cycles/seg o Scan/seg
muy bajos (menos de 1) y no se muestrea bien el pico que tipicamente eluye en 3

segundos.

« El Dwell time (SIM) es muy alto y no se necesita porque el pico es concentrado (ISTD) lo

gue estropea rapidamente el multiplicador EM. Activar EM saver

« Elthreshold es muy bajo. Muchos iones en espectro no significativos. Ficheros de datos

muy grandes. Busqueda en Biblioteca lenta

» Latension del multiplicador es alta (se gasta antes sin obtener beneficio) y no se obtiene

mas sensibilidad porque la sefal y el ruido han subido proporcionalmente

Agilent Technologies
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MS Scan Mode

Gain Factor es el modo

re CO m e n d ad O MS SIM/Scan Parameters ‘ B ll
—MS Instrument — Real-Time Plot
Genera reSU Itad OS maS Sample Inlet: GC Time Window: |10 min.
reproducibles entre M Window 1
, . .. — Solvent Delay: |3.EIEI min. Plot Type: IT Sl ~]
m aq u I n aS d IStI ntas y EMY Mode: [Gain Factor ;l Y-Scale: lg to lggggggg
deSpUéS de hacer Gain Factor: !1.00 =1518Y
Acq. Mode: Iscan vl — MS Window 2
aUtOtune , el Noma Plot Type:lSpectrum j
ire boeffh Scan and SIM data: [ Y-Seale: |0 to |100000
n:xrmal —
_— [
OJ O a‘ IOS Scanlseg CICI OS/Se Scan Parameters Timed Events

Help |

Agilent Technologies
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MS Scan Parameters (threshold & sampling rates)

Edit 5can Parameters EE

Scanning Mass Range  Threshold and Sampling R ates | Plotting |

Threzhald Sampling Hate
[counts] [2"n)

Scan Group 1 I 150 I 2

Scan Group 2 I I

Scan Group 3 I I

— Summary of Settings

Group | Start Time | Low b azs | High kasz | Threshold | Samplez | Scanz/Sec | Flc
1 3.00 50.00 550,00 150 2 294

Thiz value, in the 27 fﬂwumbcr of 5 3 taken at each mass value... valid values are 0 - 7.

Help |

Atencion

- Agilent Technologies
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MS SIM Mode (parameters)

2 Atencién
Gop [T esohiton: - [ e i Dwell time alto con
Start Time: |3-DD Cycles/Sec = 8,33 ! 00 ! muestras concentradas
Eitlon '\\ estropea multiplicador. (usar
EM saver)
mez Dwell [mzec) 1 I

0 [0 ~——fZ patislon Ciclos/seg debe ser
—_— Add Mew Group | Delete Group)

m'z IDWE” IF'IDt I \\adecuado a Ia anChura de
7410 100 YES

Directions — los picos (3 seQ) le influye el
- o sons o b ey Dwell time y el numero de

Group, presz “Add Mew Group'', .
then ztart editting the field: on the IO n eS

left. To delete a Group(z). pick a
Delete lon(z] | zingle or multiple zelection from the
list above | then press "Delete

Groupl=]". DWG” tlme a|t0 100mSGC
mas sensibilidad

Cloze | Help |

I The dwell reprezentz the amount of time to zpend sampling a zpecific ioh... valid range iz 1 - 9999 mzec.

Agilent Technologies
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Agenda

v' Por donde empezar
Usar la informacion que proporciona el equipo
Prevenir

Cuidados del inyector

SN X X

Instalacion, Cuidado y Mantenimiento de Columnas Capilares para
Cromatografia de Gases

Mantenimientos basicos en Gases masas
Errores comunes en los parametros de adquisicion MSD

Problemas comunes del Detector

<N X X

Problemas con las Bombas de vacio

Agilent Technologies
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Problemas comunes en el detector EM

v' EM gastado
v Mal instalado
v’ Backstream
v" HED sucio

v Ruido en todas la masas

Agilent Technologies
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Cambiar el electromultiplicador

Contact strip

Retaining clip

EM signal pin !!!por fuerald

Agilent Technologies
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Detector agotado

5975 Std Spectra Auto Tune
Wed Jun 21 3:46 2006 Instrument: Instrument #1
C:\MSDCH \stune.u
Mass, Mass 219.00 Mass 502.00 .
Ab 74012 4908 Ion Pol POS MassGain -961
Pw50 Pw50 0.51 Pw50 0.57 " MassOffs -38
Emission 34.6 AmuGain 1401
EIEnrgy 69.9 AmuOf£fs128.500
Filament 1 wWid219 -0.028
DC Pol
Repeller 19.90
IonFcus 79.7 HEDEnab ON
EntLens 0.0 EMVolts 3000
EntOffs VAR
Samples
PFTEBA OPEN Averages 3
Stepsize 0.10
. .
Abundancia baja e
MS Source 230 TurboSpd 100
MS Quad 150 HiVac 3.48e-05
dESpUéS
. .
de limpiar fuente , T ; ; ;
66 71 216 221 500 505 O tage
Scan: 10.00 - 701.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
descartar 94 peaks Base: 69.00 Abundance: 147764
0] 3000
otros problel nas
60 -
401
20
Olvlrl‘l1‘r1117v T ———————
100 200 300 400 500 600 700
Mass Abund Rel Abund Iso Mass Iso Abund Iso Ratio
69.00 147764 100.00 70.00 1521 1.03
219.00 70129 47.46 220.00 3029 4.32
501.90 4270 2.89 502.90 412 9.66
Air/Water Check: H20~0.92% N2~0.74% 02~0.29% CO2~0.18% N2/H20~80.70%
Column Flow: Front : 1 Back: 0 ml/min. Interface Temp: 280
Ramp Criteria:
Ion Focus Maximum 90 volts using ion 502; EM Gain 49631
Repeller Maximum 20 volts using ion 219;
MassGain Values @Samples: -957@3 -943@2 -922@1 -874@0 -822@FS
TARGET MASS: 50 69 131 219 414 502 1050
Amu Offset: 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5
Entrance Lens Offset: 16.1 11.3 12.0 11.5 13.6 14.3 14.3
Target Abund (%) : 1.0 100.0 55.0 45.0 2.5 2.5
Actual Tune Abund(%): 1.1 100.0 54.8 47.5 3.9 2.9
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HED Ruido

i Edit Parameters, HP5973 - AT280.U M= E3

File Ewxecute Calibrate MoreFaramsz Wiew
Scan: 10.00 - 700.00 699 peaks lonPaol  POS b az2(E ain 100
Base: 425.20 Abundance: 9437 b aszOffs -10
100 Emiszion  {0.0 ArnuG ain 1850
ElzErnergy [£3.9 Anulffs 132
Filament 1 wid219 -0.043
DC Pol MEG

Repeller 23.25

lonFocus 50.2 HED OFF
EntLenz 230 EMYals I 2000
EntOfs 18.57

400 DD PFTEA  |CLOSE
Zones
Abund Bel Abund Source 280 TubaSpd 100
] 100.00 Quad 150
8006 0.00
8305 0.00 Emizzion[0.0to 315.2]: 0.0
RN -

Eraf | Sn::aﬂl Hgmplé (] | Eancell Help |

- Soplar con gas a presion en la zona del detector
- Limpiar Hed con disolvente y bastoncillos

Agilent Technologies
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Agenda

v' Por donde empezar
Usar la informacion que proporciona el equipo
Prevenir

Cuidados del inyector

SN X X

Instalacion, Cuidado y Mantenimiento de Columnas Capilares para
Cromatografia de Gases

Mantenimientos basicos en Gases masas
Errores comunes en los parametros de adquisicion MSD

Problemas comunes del Detector

D N NN

Problemas con las Bombas de vacio

Agilent Technologies
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Bomba Previa

Bomba seca Bomba aceite

Problemas tipicos

* NO arranca

« Anti-suck-back no operativo

(camara del cuadruplo con gotitas de
aceite)

« Poco/demasiado aceite

« Fuga aceite

Oil level lines——

« No se hace Gas-Ballast

Agilent Technologies
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Vent

Usar siempre el procedimiento de venteo antes de intentar abrir el MSD!
Asegurarse que : Bomba difusora esta fria/ Bomba turbo parada

EEE!HS Instrument #1 Diagnostics - ATUNE U
File 5Statuz REEGIGE Diagnostic: Logs  Wiew Stopfbbort Help

Yacuum Status...

The M5 Transfer Line Heater will be turned off and the GC Oven set to ambient
temperature. Select OK to continue.

|| Cancel I

VENT CYCLE IN PROGRESS

VYent cycle started at Tue Dec 03 12:39:13 1996
Diffugion pump and M5 are now cooling.
Diffusion pump status: Heater off, Cold

Time remaining:  10:03  min approx.
M5 Source: 140 degC
Foreline pressure: 10 mTomnr [pressure OK)

M5 Temp setpoints will remain OFF until pump ready

Went Cycle complete.
Turn off the mass spec Main Power Switch,

Agilent Technologies
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fVA GENERACION DE GCy GCMS
mo nos hace ahorrar tiempo y dinero?

es p lesta
Integrated Intelligence

T Agilent Technologies 27 de Septiembre de 2103



Integrated Intelligence ... Un GC inteligente

Integrated Intelligence Beneficio

Calculadores de GC Facil desarrollo de metodos

Lector de Codigo de Barras Facil configuracion

Sistema de Alerta de mantenimiento temprano Maneja todo mas eficientemente

» Ahorro de gas

* Protecciéon del masas

« Mayores velocidades de
venteo del masas

Comunicacion con el Masas bidireccional

Para peticion de consumibles y

Buscador de Referencias .
piezas

Modos Sleep-Wake

_coordinado con 5977A MSD Menos coste para el propietario

Agilent Technologies
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7890B Modos Sleep/Wake >Reduce Costes de Luz/Gas

Agilent 78908 Configuration: Instrument 1 |7E=] l
| Connection | Configuation| (¢ Resource Conservation ‘

(0 Reduce gas and power consumption by setting gas saver and instrument schedule options v Planlflque IaS horas de
: rran
S arrangque y apagado
et S A D o o Tt e e i  Ponga el instrumento en
G g do sleep de f
cchedule modo sleep de forma
Day Set Wake Method ~~ Wake Time Set Sleep Method _ Sleep Time manual
Monday 0 ] * Incluso si el ordenador
Tuesday [l z
Wedhasdy B 5 esta apagado por
Thursday 0 cualquire razon
Friday (] ]
Saturday ]
Wake Method | Edit Wake Method | Sleep Method: | Edit Sleep Method |
[ Wake to last active method before sleep
[7] Pertorm a conditioning run onWake | Ed Condiioning Method

Agilent Technologies
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Alerta de mantenimiento temprana
Mejora la eficiencia operacional

ﬁ

Mmmwwm_lummlmm!

'@ Front et | @ Back iniet | [l Front Detector [ Q) Back Detector | @ Third Detector | @ mw]&mﬂgcamzl'i"
NPD

Collector assembly injections 0 yjections |  Establezca los
i 5 e ; contadores b_a}sado en
la configuracion del
Bead baseline offset 0 pA I GC
Bead baseline voltage 0 Volts A I - Totalmente
A . configurable por el
Bead integral of current 0 Unspecified I Usuario
Bead on ime 0 y  Notificacion de la
__, — alarma para realizar el
Bead injections 2 Injections . .
servicio
MF Hi F i 3l hi EMFs Print
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E:/_Jennifer/NPT Videos/EMF2.exe

Herramienta para el traslado de metodos
Completamente actualiza el metodo con Autolmport

Method Trensistor
Orignal Mathod Parameters Calcdated Mathod Paramaters
7 = - £ ‘ - ’ -
Length {m) ! v 0a = . 30.0 s
‘ , -~ O ‘ . -
Inrer Damster (Jm) — e - |=s 320 =
™ Y] s & ™ v o0z =
Fiim Thickness (um) = ol
Y ] v 3200 e
- Al — -
Fhase Rabo v » 200 -
. ) x -
Inket Presaure (gauge) s | Yo101.330 5 to101.330 v
. Waguw Wohwrre Cabdbtie
| ' o8 - = 3 b 5
Cthet Flow (i jmin) o 8.3 e 3.33 .
‘ - r 11506 - ) 4 . - - ot Propeties Fgacrce vihara 34 ;Q;“:“' bass e
Avarags Vatodty (onfs) ' v 115.06 = T - T " ¥
4 a a . . " ol Pt (°Cy: 9.3 [
Cutiet Prassure (abs) ARt g 1013 - oty (ghon') | 9652 Yot agardhae 1)
“ ' o e
Outlet Valodty (anf's) 178.44 A 8.4 P I iwal | 1194 s
Tt Prosnar (peuce] w '“.WI_ - 7“7 .‘
Haldp Time 04457 - 0.43457 - baincaonUnee ¢ W ' 30,900 44
2 (1570020020 2 ot = o ;
Speed gab:  1.00000 Jrer wokos () | 260 oM. | Beweve | | Ocleds
[ Temperature Settings | Contral Settings | |
Made o | et
Crignal Method Paramsters Caodated Mathod Paramsters
) Spead gain
Outfer Pressues Setpoint |1 Atm . Dukkt Prassurs Satpoint (1 Atm -
@ Translats
" Best Efficiency Carriar Gas lw v[ Carrier Gas [W -
Pressus
Unke Spit Vent Fow  0.000 Spi Vert Flow 0,000
98 i®a (=L freén) {mL)min)
e Spit Rato 0.000 1 it Rarlo 0.000 1

(s fopieel fiow) i A {verk Flowfcol Flow)
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Agilent Parts Finder f—E= p—

[ 7603ams | 76504 Automatic Liquid Sam]
PARTS LIST T
FAVORITES -

B G

UPDATES

HELP

. ' -
&=
;‘J’ N b
= e
| sorsmso______|
S

f > Agilent 78908 > Top > Selectan iniet > Spiit/Spiitiess Inlet Parts (Top)

» Rapida localizacion de la PR ...

referencia y anada a la lista 7 s

sssssss

de favoritos | e e o
* Imprima la lista de partes y

PROMOTIONS UPDATES

salvela en un fichero . ol ?
« Linkelo directamente con the |
la tienda de Agilent.com para
un rapido pedido del material.
 Actualice las partes y
referencias disponibles en la
web de Agilent.

A > FSIAALS > 7633A Sample Tray Parts

ple Tray ' ¥
ST W £\ ORITES ' ;
PARTS FINDER Add .
B Agilent TRI0E parts
FIND s Part i
—

PROMOTIONS
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Resumen

v'Contactar con Agilent para planificar el mantenimiento
v'Usar la informacién que proporciona el equipo
v'Realizar los mantenimientos recomendados
v'Controlar los parametros del GC y del Masas.
v'Controlar diariamente las Fugas

v'Cuidar la columna de forma rutinaria

v'Chequeo de Sintonia

T Agilent Technologies 27 de Septiembre de 2103



Analisis Quimico.
Soluciones para todos los mercados.

Petroquimicay Forensey
Energia ——— ‘ S Toxicoldgico

Alimentacion

Medioambiente .
y Agricultura

Agilent Technologies

27 de Septiembre de 2103



Agilent: Soluciones globales

Soluciones Agilent

para el Analisis

uimico y Ciencia
de la Vida

Soluciones de | \ Instrumentacion
Software para la v o analitica adaptada
instrumentacion a sus necesidades

y el laboratorio v

Agilent Technologies
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Soluciones Agilent atodos los mercados
y atodos los niveles

Soluciones Instrumentales

Cromatografiay espectrometria de masas Espectroscopia atdbmicay molecular

i
ﬁ. _ '

Soluciones de Software

[N

Chemical & Energy ~ Food Forensic Environmental Materials

Agilent Technologies
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Soporte post-venta y atencion al cliente

Mas de 70 ingenieros especializados

18 personas Especialistas De Aplicaciones

8 ingenieros para atencion telefonica

Cobertura en toda la
geografia espafiola

Andalucia - ¥ Murcia
2L " ‘ Islas Canarias
euta Melilla Q v
' ¢
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José Juan Rivero. Especialista de Producto
jose.rivero@agilent.com
AGILENT TECHNOLOGIES
901.11.68.90
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